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研究主題 : 改變製程溫度對硬碟垂直磁性層之磁性質與顯微結構影響。 

 

服務公司 : 和喬科技公司位於新竹科學園區，主要從是濺鍍式磁組硬式 

磁碟片之研究與生產。                                                    

服務部門 : 生產部濺鍍區。 

                                                                              硬碟結構圖                   垂直記錄磁頭示意圖               垂直記錄原理示意圖              
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研究介紹                                                       量測儀器 

所有鍍層固定，改變製程溫度 200℃、250℃、 

、300℃、350℃及 400℃，用 KMS306、 X-ray 

繞射儀、AFM 原子力顯微鏡儀器來探討製程溫度 

對硬碟垂直磁性層之磁性質與顯微結構影響。 

 

                               KMS306 量測儀器           AFM 原子力顯微鏡       X-ray 繞射儀 

                                                             多層膜結構示意圖 

 

磁滯曲線原理 

將鐵磁性物質置於一外加磁場下，材料磁性質隨外加磁場增大而增大，當外加磁場增大到                                        外加磁場 

某一程度後，鐵磁性物質感應的磁場也不再增大，此即達到飽和。此時，再逐漸減小外加                                        

磁場，則鐵磁性物質之感應磁場亦隨之減小但減小較慢，直到外加磁場降為零，而鐵磁性                  磁滯曲線圖                    磁距經過外加磁場使得排列變的一致 

物質仍保有磁性，此即磁滯現象。                                                                    

                                                                                                     

垂直記錄技術 

在垂直記錄中，微小的磁體正立和倒立。相鄰變換的位元的北極與南極相靠近，它們之間互                 

相吸引，因此更穩定，並且相互之間的距離可以更近。這種幾何結構對於使位元變得更小很                                          

關鍵，並且不會有使它們失去儲存能力的超順磁性。                                                                                                                                   

                                                                                                   水平和垂記錄原理簡圖                                 
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研究成果 

一.磁性量測結果 

 

   

                                         

 

 

 

                                                 

製程溫度 200℃磁滯曲線圖       製程溫度 250℃磁滯曲線圖            製程溫度 300℃磁滯曲線圖               製程溫度 350℃磁滯曲線圖    製程溫度 200℃磁滯曲線圖 

                                                                                                       

                                                                                                      二. AFM 表面形貌分析圖(2D&3D)   

                                                                                                               

                                                          

 

 

 

 

不同製程溫度之 Hc        不同製程溫度之 Mr         不同製程溫度之 Ms           不同製程溫度之 S*                                   溫度 200℃                                            

 
   

 

 

 

 

 

溫度 250℃                              溫度 300℃                               溫度 350℃                            溫度 400℃ 

三.X-ray 之顯微結構分析 

結論 1.頑磁力(Hc)及晶粒尺寸隨著溫度升高而提升。 

2.溫度越高 Hc 越大，但 Hc 太大磁距很難翻轉，因此資料很難寫入至硬碟中，

而 Hc 太小磁距又很容易受熱干擾而翻轉，寫入的資料則容易消失，我們發

現在 300℃的製成溫度，碟片之 Hc 為 4717 Oe、Mr 為 130 emu/cm3 、

Ms 為 136 emu/cm3 、S*為 0.955、Rms 為 0.273 nm 及晶粒尺寸為 2.71 

nm，這些性質非常適合高密度垂直記錄媒體。 
 

 不同製程溫度之 XRD 繞射圖     不同製程溫度之晶粒尺寸     不同製程溫度之 Rms 材料

工程 
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(100) (110)

(111)

(200)

(210) (211)

20 30 40 50 60

2-Theta(°

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

In
te

n
si

ty
(C

o
u

n
ts

)

[#10-4.4W.rd]

[#10-4.9W.rd]

[#10-5.4W.rd]

[#10-5.9W.rd]

[#10-6.4W.rd]

29-0499> CoPt3 - Cobalt Platinum


